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前言

　　随着集成电路产业的飞速发展，各类新的设计、新的工艺集成电路不断出现，并且在军、民等各
个行业应用越来越广泛，作为集成电路进行设计验证和批产把关的重要环节——集成电路测试，其重
要性与经济性日益凸现。
　　集成电路测试技术伴随着集成电路的飞速发展而发展，对促进集成电路的进步和广泛应用作出了
巨大的贡献。
在集成电路研制、生产、应用等各个阶段都要进行反复多次的检验、测试来确保产品质量和研制开发
出符合系统要求的电路，尤其对于应用在军工型号上的集成电路，控制质量，保障装备的可靠性，集
成电路的检测、筛选过程至关重要。
各个军工行业的研究院、所、厂都有自己的元器件检测中心，并引进先进的国产、进口各类高性能集
成电路测试设备，负责集成电路在军工行业应用的质量把关，主要的工作就是对国内生产、进口的元
器件按照标准要求进行检测，是集成电路使用的一个重要检查站。
集成电路测试技术是所有这些工作的技术基础。
　　本书系统介绍了数字、模拟和混合信号等各类集成电路的测试方法和技术。
它是根据作者多年从事集成电路测试实践经验，并参考大量的文献撰写而成的。
主要为从事IC设计、制造、测试和应用的相关技术人员全面掌握各类集成电路的测试技术提供技术指
导。
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内容概要

本书系统介绍了常用集成电路测试的原理、方法和技术，范围涵盖了数字集成电路、模拟集成电路
、SOC器件、数字/模拟混合集成电路、电源模块、集成电路测试系统、测试接口板设计等方面。
主要为从事IC测试相关人员全面掌握各类集成电路的测试技术打下良好基础。
　　本书首先介绍了集成电路测试的基本概念和理论，包括集成电路测试的基本原理、测试的分类、
测试的作用等，然后分别对数字集成电路、存储器、各类模拟集成电路、数字/模拟混合电路、SOC
、DC-DC模块的测试方法和技术进行了深入细致的介绍，在此基础上对IDDQ测试技术以及IC设计到
测试的瓶颈和融合问题进行了详细阐述，并以当前主流大规模集成电路测试系统Sapphire为例，详细
介绍了现代集成电路测试系统(ATE)的软、硬件架构和特点，最后在DIB测试接口板设计技术中深入论
述了ATE测试的重要环节负载板(DIB)的设计技术问题。
　　本书可作为从事集成电路设计、测试、应用和集成电路测试设备开发的研究人员、技术人员以及
计划进入集成电路测试领域的相关人员的学习或培训教材，也可作为高等院校相关专业本科或研究生
的教学参考书。
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